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The article is devoted to the development of a control system for an experimental setup 
for determining the thickness of thin films by the interference method. Presents the main fea-
tures of the developed system. 
 
Настоящая работа посвящена разработке системы автоматического управле-
ния измерительным процессом экспериментальной установки по определению 
толщины тонких пленок интерференционным методом, представленной работе 
[1]. Для реализации данной системы были использованы:  
1. Микроконтроллер K1986BE92QI [2]; 
2. фоточувствительная матрица ILX554B [3]; 
3. источники монохроматического света с различными длинами волн, соответ-
ствующих красному, зеленому и фиолетовому светам; 
4. радиомодуль, работающего на частоте 27 МГц, через который осуществля-
ется передача данных с установки на компьютер 
5. детали корпуса, спроектированные в программе FreeCad 0.17 и распечатан-
ные на 3D-принтере пластиком PETG; 
На рисунке 1 представлена печатная плата, разработанная в программе про-






Рис.1. Блок управления установкой: двухсторонняя печатная плата 
 
Основными возможностями разработанной системы являются: 
• задание угла сканирования; 
• управление лазером; 
• управление фотоматрицей, в том числе фильтрация сигнала 
• термостатирование корпуса с платой 
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